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Реферат:
1. Відкрито явище унікальної структурної чутливості залежностей картини багатократного розсіяння від умов
дифракції випромінень в монокристалах з дефектами. Встановлено, що природа цього явища полягає у
виникненні взаємозв'язку між залежностями динамічної картини розсіяння від характеристик дефектів і від
умов дифракції за рахунок нелінійних ефектів взаємного впливу процесів багатократного розсіяння на
періодичній і флуктуаційній частинах кристалічного потенціалу. Побудовано узагальнені теоретичні моделі
динамічного розсіяння випромінень у кристалах з дефектами довільних розмірів для різних умов дифракції
та методів вимірювання. Встановлено і кількісно описано механізми, що обумовлюють відкрите явище та
забезпечують радикальне (на кілька порядків величини) підвищення чутливості до характеристик дефектів
динамічної картини розсіяння в порівнянні з кінематичною. Розроблено та апробовано принципово нові
кількісні методи динамічної багатопараметричної дифрактометрії дефектів декількох типів в монокристалах,
які базуються на спільній обробці даних дифракційних експериментів, одержаних за різних умов динамічної
дифракції та різними експериментальними методами, і забезпечують підвищення як чутливості, так і



однозначності та інформативності комбінованої діагностики складних дефектних структур в
монокристалічних виробах сучасних технологій.

2. The phenomenon of unique structural sensitivity of multiple scattering pattern dependencies on the diffraction
conditions in crystals with defects has been discovered. The nature of this phenomenon is related to the
appearance of relationship between dependencies of dynamical scattering pattern on defect's characteristics and
diffraction conditions due to nonlinear effects of the mutual influence of multiple scattering processes on periodic
and fluctuating parts of the crystal potential. The generalized theoretical models of dynamical scattering of
radiation in crystals with defects of arbitrary size for various diffraction conditions and measurement techniques
have been developed. The mechanisms determining the discovered phenomenon and providing a radical (by
several orders of magnitude) increase in sensitivity of dynamical scattering pattern (compared with kinematical
one) to the characteristics of defects have been established and quantitatively described. The fundamentally new
quantitative methods for dynamical multiparametric diffractometry of several types of defects in single crystals
have been developed and approved. These methods are based on a joint data processing of diffraction
experiments, obtained under different dynamical diffraction conditions and various experimental methods, and
provide an increase both sensitivity, uniqueness and informativeness of combined diagnostics of complex defect
structures in single-crystal products of modern technology.
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